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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PANNEAUX D’AFFICHAGE A PLASMA -

Partie 2-2: Méthodes de mesure — Méthodes opto-électriques

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mofdialeN\de normalisation

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autr ivité i es Normes

internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, au 3 Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations jriternationa rentales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également au \ ) collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISQ iti iXees par accord
entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant lesgu Y éprésentent, dans la
mesure du possible, un accord international sur les sujets/étudiés,™é donnéque les Comités nationaux
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la form de i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications technique uidesyet agréés comme tels par les
Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationa ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer
de fagon transparente dans toute la me ormes internationales de la CEI dans leurs

La CEl n’a fixé aucuné 3 A marguage comme indication d’approbation et sa
responsabilité n’est pas engagéeq eri dclaré conforme a 'une de ses normes.

I'objet de droits.de [ i 8 _ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable das iri i gls droits’de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a semi-

issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47C/286/FDIS 47C/293/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PLASMA DISPLAY PANELS -

Part 2-2: Measuring methods — Optoelectrical

FOREWORD

standardization
the IEC is to

(1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizafion
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees).

promote international co-operation on all questions concerning standardization jd i and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC published Intgefng : dards\Their pre-
paration is entrusted to technical committees; any IEC publishes Internationak Stand preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interg with may

(2) The formal decisions or agreements of the IEC on techpical matters e
international consensus of opinion on the relevant jEeCt
representation from all interested National Committee

technical committee has

form of standards, technical specificatio
Committees in that sense.

(6) Attention is drawn tol(the possjbi |ty that
subject of pate@ .

International Sta
display devices,

as been prepared by subcommittee 47C: Flat panel
ittee 47: Semiconductor devices.

The text séd on the following documents:
FDIS Report on voting
47C/286/FDIS 47C/293/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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La CEI 61988 comprend les parties suivantes, sous le titre général Panneaux d’affichage
a plasma:

Partie 1:  Terminologie et symboles littéraux 1

Partie 2-1: Méthodes de mesure — Optiques

Partie 2-2: Méthodes de mesure — Méthodes opto-électriques
Partie 3:  Lignes directrices sur I'interface mécanique 2

Partie 4: Méthodes d’essais environnementaux, d’endurance et mécanique 3

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2009.
A cette date, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@%
N

1 A publier.
2 A I'étude.
3 A I'étude.
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IEC 61988 consists of the following parts, under the general title Plasma display panels:

Part 1: Terminology and letter symbols 1

Part 2-1: Measuring methods — Optical

Part 2-2: Measuring methods — Optoelectrical

Part 3: Guidelines of mechanical interface 2

Part 4: Environmental, endurance and mechanical test methods 3

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2009. At this date, the publication will be

@%

* reconfirmed;

e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

N

1 To be published.

2 Under consideration.

3 Under consideration.
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PANNEAUX D'AFFICHAGE A PLASMA -

Partie 2-2: Méthodes de mesure — Méthodes opto-électriques

1 Domaine d’application

Cette partie de la CEl 61988 définit les méthodes de mesure suivantes pour caractériser les
performances des modules d'affichage couleur a plasma:

a) rapport de contraste sous éclairage ambiant;
b) puissance du module et de la consommation de courant;

c) efficacité lumineuse du module.

2 Références normatives

CEIl 60107-1, Méthodes
Considérations géfér
3 Définitions

Pour les besgi doctument, les termes et définitions de la CEl 61988-1, de
la CEI 60068 D7-1 s’appliquent.

4 Structu i o gitif de mesure

Les schémas de syStémes et/ou les conditions de pilotage des équipements de mesure
doivent étre conformes a la structure spécifiée pour chaque type de mesure.

5 Conditions normales de mesure

5.1 Conditions d'environnement

Les mesures doivent étre réalisées dans la position de mesure normale (voir la Figure 1)
aprés une durée de préchauffage suffisante dans les conditions normales d’environnement:
température de 25 °C + 3 °C, humidité relative de 25 % a 85 %, et pression de 86 kPa
a 106 kPa. Lorsque des conditions d'environnement différentes sont utilisées, cela doit étre
porté au rapport.

4 A publier.
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PLASMA DISPLAY PANELS -

Part 2-2: Measuring methods — Optoelectrical

1 Scope

This part of IEC 61988 determines the following measuring methods for characterising the
performance of colour plasma display modules:

a) bright-room contrast ratio;
b) module power and current consumption;

c¢) module luminous efficacy.

2 Normative references

For the purposse
IEC 60068-1 an

and/or driving conditions of the measuring equipment shall comply with
d in each item.

The system diagra
the structure specifi

5 Standard measuring conditions

5.1 Environmental conditions

Measurements shall be carried out at the standard measuring position (refer to Figure 1) after
sufficient warm-up time under the standard environmental conditions, e.g. at a temperature of
25 °C £ 3 °C, a relative humidity of 25 % to 85 %, and pressure of 86 kPa to 106 kPa. When
different environmental conditions are used, these shall be noted on the report.

4 To be published.
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